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Technologie, hodnota a univerzalnost -
zakladni pozadavky pro unikatni analyzu



ICPOES prinasi inovaci, efektivitu a
dostupnost pro rutinni laboratorni _
meéreni — pro environmentalni \,ﬂ

analyzu a jiné. a
j'.

Nejnovéjsi SPECTROGREEN ICP-OES analyzator nyni pfichdzi ve tfech verzich pro maximalni univerzéinost. Vyberte si
idedlni vykon pro vaSe specifické aplikace:

Toto kompaktni nové reseni - “

SPECTROGREEN TI: tento nejnovéjsi model nabizi osvédéené twin-rozhrani, automaticky Kombinujici obé - axialni a
radialni pohled do plazmy. To optimalizuje citlivost, linearitu a dynamicky rozsah, zatimco se vyvaruje ovlivnénim matrice
jako EIE.

SPECTROGREEN DSOI: unikatni radiélni duélni postranni rozhrani umoZriuje dvojnasobnou citlivost oproti b&Znym
radiélnim pohledim. A citlivost je stejnd, jako u novéjSich duélnich systémdu s vertikélnim hofakem — pfiemz se vyvaruje
jejich sloZitosti a typickych problémda.

SPECTROGREEN SOP: poskytuje specialni radilni rozhrani s bo¢nim pohledem pro stabilitu a piesny vykon, kde pfidana
citlivost DSOI neni potieba.

Pro uzivatelé provadéjici vétSinou rutijni analyzy, ktefi pozaduji Spi¢kovou funkénost za dostupnou cenu, je
SPECTROGREEN tou spravnou volbou.



Zdvojnasobte svoji citlivost bez obétovani jednoduchosti!

SPECTROGREEN

SPECTROGREEN - VYHODY ANALYZ

B 3 modely pro maximéalni univerzélnost
W AZ 2x vétsi citlivost s DSOI

B Jednoduché pouZiti

B Dlouha Zivitnost a spolehlivost
M Rychlé analyzy pro vysokou produktivitu
W Vynikajici cenova dostupnost

B Kompktni pidorys

SPECTROGREEN

B Minimalizovana udrzba

NiZKE NAKLADY NA PROVOZ
SIROKE MNOZSTVi APLIKACI

P



1) SPECTROGREEN DSOI model

1) Nova DSOI technologie poskytoje
vyhody vertialniho duéiniho pohledu
do plazmy — bez jejich
problematickych nevyhod.
2) Dual-view system umozriuje
pozorovani plazmy v axiélnim i

radialnim usporadani.

3) Systém s radialnim nahledem se

diva na platek svétla pres Sifku

plazmy



Nova revolucni pozorovaci technologie

SPECTROGREEN DSOI

VYHODY NOVEHO DSOI POHLEDU

B Zadné typické interference pro axialni pohled
B Z4dna kontaminace optickym

rozhranim

B Zadné tepelné namahani komponenti

EN

SPELCTROGR=

B Jedna analyza pro vSechny pozadované vinové

B Rychlejsi Casy analyz

W \inimalni Garzba

NOVA STABILITA, PRESNOST A VYKON
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Cisty a kompaktni design

Kontinualné udrzujici se co nejjednodussi design pristroje umozriuje vidét a mit co nejvétsi pristup vSech
komponentt vnaseciho systému a nabizi kratkou optimalizovanou cestu pro vzorky. Taky zabira méné
mista na pracovnim stole v porovnani s dal$imi ICP analyzatory s prostorem vpfedu pro autosampler.

Novy, jednoduchy software

Novy software ICP Analyzer Pro poskytuje SPECTROGREENu jednoduse intuitivni zaZitek. Moderni
pracovni postupy jsou zalozené na modularni plug-in architektufe pro pfizplisobeni rozhrani pro
pozadavky kazdého uzivatele. Dokonce i pfi velkém mnozstvi dat je zpracovani velmi rychlé - az 1500x
rychlejSi nez pfedchozi databazové systémy. Zahrnuty jsou specifické protokoly jako U.S. EPA 200.7,
CLP ILM 5.3, a CLP ISM 2.3. Verze a sprava uzivatell spolu s vynikajicimi funkcemi audit trail déla
proces analyzy plné transparentni a vysledovatelny.

SPECTROGREEN poskytuje pfesvédcivé ovladani, solidni
bezpecénost a zajisténou sledovatelnost. Od nezkusenych
operatorl aZ po vysoce produktivni laboratofe s naroCnymi
zménami plsobeni - tento balik zviadne vSechny s
neprekonatelnou jednoduchosti a rychlosti.

Rozsifena rodina analyzatort

Novy SPECTROGREEN se pfipojuje k fadé vysoce vykonnych analyzatori ICP-OES spole¢nosti
SPECTRO.

SPECTROGENESIS se nabizi jako vstupni model “zapoj & analyzuj” s Sirokym dynamickym rozsahem,
vysokou propustnosti a pfekvapivou dostupnosti.

Stejné jako SPECTROGREEN, SPECTROBLUE Tl je konstruovan pro stfedni rozsah pouziti v
primyslovych nebo environmentalnich aplikacich, s tzv. pohledem twin-interface pro jesté vetsi citlivost.

vivs

unikatni moznost pozorovani plazmy, tzv. MultiView poskytuje pinohodnotné radialni i axialni pozorovani
plazmy bez kompromis(.
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www.spectro.com



